
Técnicas De Caracterização Em Sólidos 
 
Créditos: 04 
Carga Horária: 60 horas 
 
Ementa: Difração de Raios-X; Aplicações.  Fluorescência de Raios-X; Aplicações. 
Microscopia Eletrônica de Varredura; Aplicações.  Área Superficial por Adsorção de 
Nitrogênio; Isotermas de Langmuir; Isotermas BET. Determinação da Porosidade; 
Aplicações. 
 
Programa: 
 

1. Difração de Raios-X 
 O Fenômeno da Difração; 
 Lei de Bragg; 
 Métodos de Difração; 
 Intensidade dos Feixes Difratados 

 Fator de Polarização; 
 Espalhamento pelo Elétron; 
 Espalhamento pelo Átomo; 
 Espalhamento pela Célula Unitária 

 Fator de Estrutura 
 Fator de Multiplicidade; 
 Fator de Lorentz; 
 Fator de Absorção; 
 Fator de Temperatura 

 Configuração do Equipamento 
 Fonte de Raios-X; 
 Filtros; 
 Amostras; 
 Detectores 

 Aplicação 
 Amostras não Ideais; 
 Análise Qualitativa; 
 Parâmetro de Rede; 
 Tamanho de Cristalito; 
 Cristalinidade Relativa; 
 Orientação 

 
2. Fluorescência de Raios-X 

 Configuração do Equipamento; 
 Aplicação 

 
3. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 Princípios; 
 Formas de Análise 

 Elétrons Secundários; 
 Elétrons Retroespalhados; 
 Raios-X; 
 Difração de Elétrons 

 Aplicação 
 Análise Morfológica; 
 Análise Química; 



 Análise Estrutural; 
 Análise Quantitativa 

 
4. Área Superficial por Adsorção de Nitrogênio 

 Determinação da Área Superficial 
 Teoria de Langmuir; 
 Teoria de BET 

 Determinação da Porosidade 
 Determinação da Espessura da Monocamada; 
 Determinação da Microporosidade; 
 Determinação da Mesoporosidade 

 Configuração do Equipamento 
 Aplicação 
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